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45 7. Le circuit intégré de la revendication 1, dans léquel chague mot comprend une multiplicité de cellules
de mémoire.

8. Le circuit intégré de la revendication 1, dans lequel chaque cellule de mémoire est une cellule de
mémoire statique qui comprend une paire d'inverseurs en couplage croisé.
50
© 9. Le circuit intégré de la revendication 1, dans lequsl chaque cellule de mémoire est une cellule de
mémoire dynamique qui comprend une paire de transistors en couplage croisé.

10. Le circuit intégré de la revendication 1, comprenant un générateur de données prévues et un
55 comparateur pour comparer les données de test qui sont lues dans chaque mot avec les données que
génére le générateur de donndes prévues.
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11. Le circuit int6gr6 de |la revendication 1, conprenant un circuit
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